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Dotyczy: zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.
Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, w ramach projektu ,, Innowacyjnosé technologii
Zywnosci wysokiej jakoSci” finansowanego ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Os Priorytetowa 1, Dzialanie 1.1. | nr
umowy. RPWM 01.01.00-28-000217-00) do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmirsko-
Mazurskiego w Olsztynie.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Zamawiajacy Uniwersytet Warmifisko — Mazurski w Olsztynie dziatajac na podstawie art.
38 ust. 2 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedz na otrzymane
zapytanie,
PYTANIA DO SIWZ

Pytanie nr 1:

Dotyczy rozdz. VI pkt 12 SIWZ

Prosimy o usunigcie z rozdz. VI SIWZ pkt 12, ktéry jest sprzeczny z rozdz. VI1.2.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie moze zastosowaé si¢ do wniosku Wykonawcy z uwagi na fakt, iz obowigzkowe
wezwanie Wykonawcy ktorego oferta zostala najwyzej oceniona do zlozenia dokumentéw na po-
twierdzenie braku przestanek do wykluczenia i spelnieniu warunkéw udziatlu w postepowaniu (art.
26 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) nie stoi zdaniem Za-
mawiajgcego w sprzecznosci z brakiem zastosowania procedury odwrdcone;.

Pytanie nr 2:

Dotyczy rozdz. VI pkt 5.

Prosimy o potwierdzenie, Ze wymdg dostarczenia thumaczefi na jez. polski nie dotyczy dokumentéw
wyszczegolnionych w rozdz. VI pkt. 3.1 SIWZ.

Zgodnie z pkt. 3.1, Zamawiajacy na potwierdzenie spelniania wymaganych parametréw dopuszcza
ztozenie katalogow/folder6w w jez. polskim lub angielskim.

Oryginalne dokumenty, foldery, ulotki zawieraja szeroki i wyczerpujacy opis mozliwych konfigu-
racji systeméw (bardzo duzg liczbg schematow rozbudowy, elementéw, ktore w sposob dostowny
nie s3 ttumaczone na jezyk polski) w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

Ponadto przedmiotem postgpowania sg réwniez wyroby nie majace statusu wyrobu medycznego,
dla ktérych nie ma obowiazku dostarczania dokumentacji w jez. polskim.

W rozdz. VI pkt 5 Zamawiajacy wymaga, aby dokumenty sporzadzone w jez. 6bcym byly sktadane
wraz z thumaczeniem na jez. polski. W zwigzku z powyzszym prosimy o dodanie do rozdz. VI pkt
5 zastrzezenia ,,nie dotyczy dokumentéw wyszezegolnionych w rozdz. VI pkt. 3.1 SIWZ” lub usu-
nigcie zapisu stanowigcego rozdz. VI pkt 5.

Odpowiedz:




Zamawiajacy potwierdza, iz w przypadku folderow lub katalogéw moga by¢ zlozone w jezyku pol-
skim lub angielskim.

Pytanie nr 3:

Dotyczy rozdz. XIII SIWZ kryterium II Gwarancja:

Zwracamy si¢ z prosbg o ujednolicenie zapiséw SIWZ oraz formularza ofertowego (zatgcznik nr 4).
Zamawiajacy zgodnie z rozdz. XIII SIWZ wymaga w zaleznosci od oferowanej czesci, terminu
gwarancji od 12 do 60 miesiecy, zgodnie z formularzem ofertowym mozliwe do zaoferowania ter-
miny gwarancji to 24, 36 i 48 miesiecy, punktacja opisana w formularzu oferty jest rozbiezna z za-
pisem XIII rozdz. SIWZ.

W zwigzku z powyzszym prosimy o ujednolicenie zapisow.

Odpowiedz:

Poprawiony formularz ofertowy wg Zatgcznika nr 2 stanowi zatacznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 4:

Dotyczy rozdz. VI pkt 3.1 Dotyczy czescinr 4, 21, 24.

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie w celu potwierdzenia, ze oferowany asortyment spetnia
wymagania Zamawiajacego o$wiadczenia Wykonawcy bgdacego autoryzowanym dystrybutorem
producenta, potwierdzajacego spelnianie wymaganych w SIWZ parametrow.

W chwili obecnej Zamawiajgcy wymaga potwierdzen wszystkich wymaganych, parametréw kata-
logami/folderami, potwierdzenie niektorych szczegbtowo opisanych parametréw nie zawsze jest
opisane w materiatach firmowych producenta, mimo iz zaoferowany sprzgt spetnia/posiada dang
funkcje.

Odpowiedz:

Zgodnie z powszechnie przyjetymi zwyczajami w zakresie folderéw i katalogéw Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zlozenia o$wiadczenia Wykonawcy potwierdzajacego zaoferowane
parametry.

PYTANIA DO UMOWY

Pytanie nr 1:

Dotyczy § 4 ust. 4 pkt 4.1 Istotnych postanowierr Umowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ).

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dostarczenic instrukeji obstugi jedynie w
jezyku angielskim?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 2:

Dotyczy § 4 ust. 4 pkt 4.2 Istotnych postanowienn Umowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ).

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostarczenie jedynie karty gwarancyjnej
wystawionej przez Wykonawce?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 3:

Dotyczy § 5 ust. 8 i ust. 10 Istotnych postanowien Umowy (Zalgcznik nr 3 do SIWZ) w
zakresie czesci nr 8 przedmiotu zamoéwienia (Zestaw do badania kurczliwosci).

Zapisy § 5 ust. 8 i ust. 10 Istotnych postanowien Umowy zawierajg ustalenia dot. uprawnien i
obowigzkéw gwarancyjnych odmienne od tych, ktére sg zawarte w opisie przedmiotu zamowienia
dla czeéci nr 8 - Zestaw do badania kurczliwosci. Prosimy zatem o wyjasnienie ktére zapisy
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(umowy czy OPZ) sg wiazace, sugerujac aby byly to zapisy zawarte w opisie przedmiotu
zamdwienia.

Odpowiedz:

Obowigzki gwarancyjne zostaly opisane w § 5 Istotnych postanowien Umowy. Opis przedmiotu
zaméwienia dla Czeéci nr 8 zostat pozbawiony wspomnianych zapiséw. Poprawiony wzér umowy
stanowi zalgcznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 4:

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1.3 i 1.4 Istotnych postanowien Umowy (Zalacznik nr 3 do SIWZ).
Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na obnizenie kar umownych za opdZnienie
W usunigciu wad oraz wymianie podzespotu do 1% ceny wadliwego przedmiotu za kazdy dzien
opdznienia?

Uzasadnienie:

Ztagodzenie postanowien dot. kar umownych moze sktonic wiecej firm do zlozenia ofert w
niniejszym postgpowaniu, co moze przyczyni¢ si¢ do lepszych warunkéw w zakresie oferowanych
Zamawiajacemu cen produktow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapisy § 7 ust. 1 pkt. 1.3. oraz 1.4. tym samym nadajac mu nastepujgce
brzmienie:

»1.3. za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi w wysokosci 0,5%
ceny wadliwego przedmiotu za kazdy dziet opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wady,

1.4. za opéznienie w wymianie elementu/podzespotu na nowy, wolny od wad w terminie o ktérym
mowa w §5 ust. 11 w wysokosci 0,5% ceny wadliwego przedmiotu za kazdy dzier, opéinienia, liczo-
ny od ostatniego dnia wyznaczonego na wymiang .

Poprawiony wzér umowy stanowi zatacznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 5:

Dotyczy wzoru umowy par. 5 ust. 5

Prosimy o potwierdzenie, ze wymagany czas reakcji serwisu dotyczy dni roboczych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapis ust. 5 § 5 istotnych postanowien umowy wg Zatgcznika nr 3, w
nastepujacy sposdb.

»Czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie 72 godziny na podjecie czynnosci zwigzanych z usunie-
ciem usterki, liczone od momentu zgtoszenia elektronicznego za wyjqgtkiem dni wolnych od pracy”

Pytanie nr 6:

Dotyczy wzoru umowy par. 5 ust. 12 dot. czesci 4, 21,24

Zwracamy sig z prosba o odstapienie od zapisu stanowigcego par. 5 ust 12 wzoru umowy lub mody-
fikacje istniejacego zapisu:

W przypadku ponownego wystapienia usterki po wykonaniu dwéch napraw tego samego elementu,
Sprzedawca zobowiazuje si¢ do wymiany tego elementu/podzespolu przedmiotirumews na nowy,
wolny od wad w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia usterki przez Zamawiajgcego.

Konieczno$¢ wymiany catego urzadzenia na nowe po dwukrotnej naprawie tego samego elementu
jest bezzasadna, ponadto obowiazek dostarczenia sprzg¢tu zastgpczego powoduje, iz Wykonawca
jest zobligowany do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzetu bedacego przedmiotem
umowy. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli Wykonawcy przedstawié oferte korzystniejsza pod
wzgledem finansowym.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy modyfikuje zapisy § 5 ust. 12 tym samym nadajac mu nastepujace brzmienie:

, W przypadku ponownego wystagpienia usterki po wykonaniu dwdch napraw tego samego elemen-
tu/podzespotu, Sprzedawca zobowigzuje sig do wymiany tego elementu/podzespotu na nowy, wolny
od wad w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia usterki przez Zamawiajgcego. W tym
czasie Sprzedawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajqcemu Sprzgtu zastgpczego o para-
metrach nie gorszych niz sprzet uszkodzony, jesli Zamawiajqcy z takim wnioskiem wystgpi”
Poprawiony wzdr umowy stanowi zatacznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 8:

Dotyczy wzoru umowy par. 7 ust. 1

Ze wzgledu na duza warto$¢ przedmiotu zaméwienia prosimy o obnizenie kar umownych opisa-
nych w par. 7 ust 1.3 oraz 1.4 do 0,2% wartosci sprzgtu, ktorego dotyczg za kazdy dzien opdznie-
nia:

., 1.3. za opéznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi w wysokosci 0,2%
2% ceny wadliwego przedmiotu za kazdy dzieh opdzinienia, liczony od dnia wyznaczonego na usu-
nigcie wady,

1.4. za opdznienie w wymianie elementu/podzespotu na nowy, wolny od wad w terminie o ktérym
mowa w §5 ust. 11 w wysokosci 0,2%2% ceny wadliwego przedmiotu za kazdy dzien opéinienia,
liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na wymiang”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapisy § 7 ust. 1 pkt. 1.3. oraz 1.4. tym samym nadajgc mu nastgpujace
brzmienie:

. 1.3. za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi w wysokosci 0,5%
ceny wadliwego przedmiotu za kazdy dzien opdzinienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wady,

1.4. za opédZnienie w wymianie elementu/podzespotu na nowy, wolny od wad w terminie o kiorym
mowa w $5 ust. 11 w wysokosci 0,5% ceny wadliwego przedmiotu za kazdy dzien opoznienia, liczo-
ny od ostatniego dnia wyznaczonego na wymiang”.

Poprawiony wzér umowy stanowi zatacznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku podpisania umowy na kilka czesci kary umowne okre-
§lone w par. 7 beda naliczane od wartosci danej czgsci osobno.

Odpowiedz:

Kary umowne beda naliczane w stosunku do przedmiotu zamdwienia ktorego dotycza sytuacje o
ktérych mowa w pkt. 1.2-1.4. § 7 ust. 1.

Pytania nr 10:

wzOr umowy par. 6 ust.12.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zamiang zapisu na "W przypadku ponownego wystgpienia
usterki po wykonaniu 3 napraw tego samego elementu, Sprzedawca zobowiazuje si¢ do wymiany
tego elementu na nowy, wolny od wad w terminie 21 dni roboczych od dnia zgloszenia usterki
przez Zamawiajgcego."

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje zapisy § 5 ust. 12 tym samym nadajac mu nastepujace brzmienie:

., W przypadku ponownego wystqpienia usterki po wykonaniu dwéch napraw tego samego elementu,
Sprzedawca zobowiqzuje sig do wymiany tego elementu/podzespotu na nowy, wolny od wad w
terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia usterki przez Zamawiajgcego”

Pytania nr 11:
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wzOr umowy par. 7 ust. 1.3 oraz 1.4.

Czy Zamawiajacy wrazi zgode na umniejszenie kary umownej z 2% do 0,5 % za kazdy dzien opéz-
nienia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy § 7 ust. 1 pkt. 1.3. oraz 1.4, tym samym nadajgc mu nastepujace
brzmienie:

»1.3. za opéinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyi, rekojmi w wysokosci 0,5%
ceny wadliwego przedmiotu za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia WYyzraczonego na usuniecie
wady,

1.4. za opdinienie w wymianie elementu/podzespotu na nowy, wolny od wad w terminie o ktérym
mowa w §3 ust. 11 w wysokosci 0,5% ceny wadliwego przedmiotu za kazdy dzieh opdznienia, liczo-
ny od ostatniego dnia wyznaczonego na wymiane .

Poprawiony wzér umowy stanowi zalgeznik do niniejszych odpowiedzi.

PYTANIA DO CZESCINR 3

Pytanie nr 1:

Zwracam si¢ z uprzejma prosba o odpowiedz na dwa pytania odnosnie tresci SIWZ, a dokladniej
odnosnie opisu przedmiotu zaméwienia dla czgsci 3, Zalacznik numer 1 do SIWZ.

Wsréd parametréw wymaganych dotyczacych detektora fotodiowego jeden z podpunktéw brzmi:
,»mozliwo$¢ uzywania standardowej kuwety 10 mm dla makroprébek, wprowadzanych zewnetrznie
(poza calym uktadem analitycznym)”. Czy dopuszcza Pafistwo zaoferowanie systemu z detektorem
fotodiodowym bez takiej opcji?

Odpowiedz:

Dopuszczam réznice w oferowanych detektorach w stosunku do tych podanych w opisie
zamowienia.

Pytanie nr 2:

Wiréd parametréw wymaganych dotyczacych detektora fluorescencyjnego jeden z podpunktow
brzmi: ,,zakres 0,001 do 100 000 EU™. Czy dopuszczg Panstwo zaoferowanie systemu z detektorem
fluorescencyjnym o zakresie 0,001 do 10 000 EU?

Odpowiedz:

Dopuszczam rdéznice w oferowanych detektorach w stosunku do tych podanych w opisie
zamoOwienia.

PYTANIA DO CZESCI NR 4
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiajagcy uzna za wazna oferte dotyczaca cytometru przeptywowego wyposazonego w 3
lasery, umozliwiajgcego pomiar 12 fluorescencji, o odmiennych od opisanych w SIWZ, parame-
trach przedmiotu zaméwienia. W celu doktadnego wykazania r6znic Wykonawca opisal oferowane
parametry w postaci tabelaryczne;j.

|

_Opis przedmiotu zaméwienia ] Parametry oferowane ‘
Wyposazony w 3 lasery emitujgce $wiatlo o Wyposazonego w 3 lasery emitujgce $wia-
dtugosci: tto o dtugosci: ‘
* 488 nm (laser niebieski), > 20 mW * 488 nm (laser niebieski), > 50 mW
* 640 nm (laser czerwony), > 40 mW ¢ 638 nm (laser czerwony), > 50 mW ‘
* 405 nm (laser fioletowy) , > 50 mW ® 405 nm (laser fioletowy) , > 80 mW

| —

| Wymagana ilo$¢ fotopowielaczy fluore- Posiadajacego wymagang ilosé fotopowiela- ]
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scencji:

¢ Laser niebieski: 4
e Laser czerwony: 3
e Laser fioletowy: 5

czy fluorescencji

e Laser niebieski: 4

e Laser czerwony: 3

e Laser fioletowy: 5

Z mozliwoscig rozbudowy do 13 fluore-
scencji

Mozliwos¢ regulacji napie¢ na detektorach
w celu zoptymalizowania sygnatéw dla po-
szczegdlnych badan.

Mozliwos¢ regulacji napie¢ na detektorach
przy uzyciu GAIN (wzmocnien napigé)

Konstrukcja uktadu optycznego umozliwia-
jaca wysoka czulo$é optyczng pomiaréw o
nastepujacych cechach:

e Jednoczesny pomiar fluorescencji w
kolejnosci od najdluzszej do najkrétszej
fali, zapewniajacy maksymalng efek-
tywno$¢ detekeji kazdej dhugosci fali
fluorescencji.

e Pomiar w kwarcowej kuwecie przepty-
wowej potaczone) z obiektywem zbiera-
jacym fluorescencje i SSC za pomocg
zelu optycznego, dopasowujacego
wspotczynnik zalamania swiatta 1
zwiekszajgcego aperture cyfrowa do 1,2.

e Optyka rozdzielajgca sygnaly fluore-
scencji oparta na filtrach odbijajacych i
powodujaca, ze mieszanka fluorescencji
odbija si¢ od filtréw, a przepuszczana
do detektora jest tylko fluorescencja o
najdtuzszej fali.

e Prowadzenie sygnaléw fluorescencji z
kazdego lasera §wiattowodami do ze-
stawow detektoréw przeznaczonych dla
poszczegdinych laserow.

e Wiazki laserowe rozdzielone prze-
strzennie w miejscu pomiaru komoérek i
doprowadzane do punktu pomiarowego
swiattowodami, gdzie spotykajg sie z
komérkami zogniskowanymi hydrody-
namicznie: trzy szczeliny zbierajace sy-
gnaly z poszczegdlnych laserow.

Ktoérego konstrukcja uktadu optycznego
posiada nizej wymienione cechy:

e pomiar jednoczesny fluorescencji w
kolejnosci dowolnej dhugosci fali

e kuweta przeptywowa polaczona z
obiektywem zbierajgcym fluorescen-
cje 1 SSC bez zelu optycznego, dopa-
sowujgcego wspdlczynnik zatamania
Swiatta, Apertura cyfrowa >1,3.

e optyka rozdzielajaca sygnaty fluore-
scencji oparta na filtrach odbijaja-
cych,

¢ prowadzenie sygnaldw fluorescencji
z kazdego lasera swiattowodami do
zestawow detektoréw dedykowa-
nych poszczegdlnym laserom,

o filtry optyczne zamontowane na sta-
te o znanej konfiguracji nie wymaga-
jace ingerencji operatora

Wymagana czutos¢ pomiaru fluorescencji:
25 MESF dla FITC, 15 MESF dla PE.

O czulosci pomiaru fluorescencji

FITC: <30 czasteczek lub wartos¢ réwno-
wazna dla rozpuszczalnego fotochromu
(MESF-FITC)

PE: <10 czasteczek lub warto$¢ réwnowaz-
na dla rozpuszczalnego fotochromu (MESF-
PE)

Szybkos¢ zbierania danych do < 25000 zda-
rzen/s.

30 000 zdarzer/s dla 15 parametrow badania
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Mozliwos¢ ustawienia trzech wybranych
predkosci przeptywu probki: 12 pl/min, 35
pl/min, 60 pl/min, a takze mozliwo$é ptyn-
nej regulacji szybkosci przeptywu prébki
pomiedzy tymi zakresami

Z szybkoscig przeptywu cieczy ustalang
przez uzytkownika w zakresie od 10 do 240
pL / min, wybierana w trzech zakresach
skokowych. Ustawienia fabryczne: 10, 30
oraz 60 plL. / min,

Cytometr wyposazony w podajnik prébek z
plytek wielodotkowych 96 i 384 pozwala-
Jacy na ustawianie parametréw pracy jak:
ilo¢ i szybkos¢ mieszania, ilos¢ pobierane;
probki, tryb pracy itp. Praca w trybie zwy-
klym (ok. 44 min ma plytke 96 dotkowa) i
w trybie HTS (ok. 15 min. na plytke 96
dotkowa). Programowalne mieszanie kaz-
dej probki w dotku metoda pipetows (weig-
ganie i wypuszczanie probki). Mozliwosé
zaprojektowania dowolnego schematu spo-
sobu i kolejnosci pobierania probek z dot-
kow plytki. Po zamontowaniu podajnika
bedzie mozliwosé podawania probek recz-
nie z pominigciem podajnika, bez jego de-
montazu.

Wyposazony w podajnik prébek z plytek
96-dotkowych, kompatybilny ze standardo-
wymi plytami ptaskodennymi, U i V-
ksztattnymi, pozwalajgcy na analize plytki
w przeciagu 32 minut,

Aparat wyposazony w opcje pobierania bu-
foru roboczego ze zbiornika 20-L typu Cu-
bitainer i uzywania takiego samego opako-
wania na zlewki. Mozliwo$¢ kontrolowania
poziomu plynu w zbiorniku na zlewki i na
. bufor roboczy.

Wyposazony w standardowe pojemniki o
objetosci 4 litréw i mozliwosci podtaczenia
bezposrednio ze zbiornika na ptyn roboczy.

Mozliwos¢ zastosowania progéw detekeji
na dowolnej ilosci (w szczegdlnosci na
wszystkich) parametrach jednoczesnie i ze
wszystkich laseréw. Progi detekcji mozna
taczy¢ operatorem ,,OR” albo ,,AND”.

Z oprogramowaniem pozwalajacym na
ustawienie progu detekeji na kazdym mie-
rzonym parametrze z dowolnego lasera.
Prég detekceji z mozliwoscig ustawienia na
wigcej niz jednym parametrze jednoczesnie
dzigki operatorom logicznymi OR (lub) albo
AND (i).

Cytometr wyposazony w oprogramowanie

pozwalajgce na:

» Zapis danych w formacie FCS 3.0 i FCS
3.1 z mozliwoscia eksportu danych do
standardu FCS 2.0

* Pelng r¢czng i automatyczna kontrole
cytometru (ustawianie napieé, kompen-
sacji, progow)

¢ Automatyczne wyliczanie wspétczynni-
kow kompensacji dla petnej macierzy
parametrow

s Zarzgdzanie bazg danych eksperymen-

tow

Prezentacja danych w skali liniowej,

logarytmicznej i biekspotencjalnej i na

roznych wykresach, z mozliwoscia na-
kiadania histograméw i wykreséw krop-

Posiadajgcy oprogramowanie pozwalajace
na:
e Zapis danych formacie FCS 3.0
* Pelng kompensacj¢ macierzowa,
reczng i automatyczna. Bilbioteka
kompensacji NovelCompensation
Library, przechowujaca nadmiarowe
wartosci barwnikéw, umozliwiajaca
tatwe okreslenie prawidtowej macie-
rzy kompensacji dla nowych usta-
wien wzmocnienia
* Prezentacj¢ danych na r6znych wy-
kresach z mozliwoscig naktadania
histograméw i wykreséw kropko-
wych
* Z w pehi cyfrowym, dynamicznym
przetwarzaniem sygnatdéw, obejmu-
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’7 kowych z réznych probek. jacym 7 rzedow wielkosci (dekad)
e Prezentacja danych na wykresach: hi-
stogramach i kropkowym, w co naj-
mniej 260 tys. kanalow
o Umozliwiaé zapisywania/archiwizacje
(export/import) catych eksperymentow
(danych probek, ustawien zbierania,
szablonéw zbierania i analizy)
e Maksymalna liczba Bramek Logicznych
ograniczona tylko pamiegcig systemu
e Maksymalna ilo$¢ zbieranych komorek
 dla probki nieograniczona. _
Wyspecjalizowany modut oprogramowania | Z oprogramowaniem pozwalajacym na au-

do automatycznej charakteryzacji pracy tomatyczng charakteryzacje pracy parame-
clementéw cytometru, szuméw, tta, mini- trow cytometru, szuméw, tla, minimalnej
malnej czutosci, minimalnych napie¢ pracy | czutosci, minimalnych napig¢ pracy dla fo-
dla fotopowielaczy, regulowania czasu topowielaczy, regulowania czasu opdZnienia
op6znienia laseréw, tworzenia raportow laseréw, tworzenia raportow statystyki

statystyki Levy-Jennings. Oprécz kontroli | Levy-Jennings. Oprécz kontroli tych usta-
tych ustawien bazowych, modul umozliwia | wien bazowych, oprogramowanie umozli-

automatyczng codzienng kontrole jakosci wiajgce automatyczna codzienng kontrolg
pracy cytometru, z automatyczng regulacjg | jakosci pracy cytometru bez koniecznosci
ustawien eksperymentu, zapewniajacymi ustawienia laserow.

identyczny wynik pomiaru wzorca fluore-
scencji (tzw. ustawienia aplikacyjne).

Odpowiedz:

Zamawiajacy NIE uzna za wazna ofertg dotyczacg cytometru przeplywowego wyposazonego w 3
lasery, umozliwiajacego pomiar 12 fluorescencji, o odmiennych od opisanych w SIWZ, parame-
trach przedmiotu zaméwienia i przedstawionych w powyzszej tabeli.

Wyjasnienie:

1. Zamawiajacy dopuszcza cho¢ nie wymaga laseréw o wyzszej mocy.
2. Zamawiajacy wymaga i podtrzymuje:
a. regulacje napi¢é na detektorach w celu zoptymalizowania sygnaléw dla
poszczegblnych badan,
b. opis konstrukeji ukladu optycznego.
3. Podana czuto$é fluorescencii jest wartoscig minimalng i moze by¢ wigksza (bardziej czuta).

Podana warto$é szybkosci zbierania jest wartoscia minimalng i moze by¢ wigksza.

5, Zamawiajacy wymaga zgodnie z opisem plynnej regulacji predKkosci przeplywu
pomie¢dzy ustalonymi zakresami.

6. Zamawiajacy podtrzymuje opis podajnika probek. Wymagany jest zaawansowany
technologicznie podajnik mogacy pracowa¢ w dwéch trybach i obslugujgcy takze
plytki 384 dotkowe z mozliwoscig mieszania przez pipetowanie.

7. Zamawiajacy wymaga mozliwosci uzycia duzych zbiornikéw i utrzymuje zapis.

8. Zamawiajacy wymaga mozliwosci ustawiania progu detekcji na wielu parametrach
jednocze$nie, co pozwala skutecznie wybieraé rzadkie populacje. Podtrzymuje opis.

9. Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace wszystkich wymaganych cech oprogramowania.

10. Zamawiajacy wymaga opcji ustawien aplikacyjnych z automatycznym ich dostrajaniem w
czasie QC. Podtrzymuje zapisy.

B
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PYTANIA DO CZESCI NR 9

Pytanie nr 1:

Zamawiajgcy opisat przedmiot zaméwienia niezwykle detalicznie, wielokrotnie wymagajac cech
czy konkretnych rozwigzan konstrukcyjnych, ktére nie tylko nie majg uzasadnienia merytoryczne-
g0, ale czesto s3 gorsze od powszechnie stosowanych na rynku. Opis przedmiotu zamdéwienia w
razacy sposob tamie zasady uczciwej konkurencji a co za tym idzie narusza ustawe PZP.
Zamawiajacy wymaga, aby mineralizator wyposazony byl w system naczyn, ktdre ulegajg roz-
szczelnieniu podczas mineralizacii. Jest to rozwigzanie bardzo niekorzystne, bowiem prowadzi do
kontaminacji probki i strat analitéw, co z kolei fatszuje wyniki analiz. Dodatkowo kwasne opary
wydobywajace si¢ do komory moga powodowa¢ jej korozj¢ oraz zniszczenie.

Zamawiajgcy wymaga maksymalnego ci$nienie mineralizacji - 34,4 bara. Wartos¢ ta zostala okre-
slona na takim poziomie z dokladnoscia do 0,1 bara, bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Dlaczego
nie jest wymagane co najmniej cisnienie 35 barow?

Zamawiajacy okreslil réwniez objetosé komory ponizej 55 dm3, jako warunek zapewniania wyso-
kiej gestosci promieniowania mikrofalowego. Pragniemy nadmieni¢ iz na gesto$¢ promieniowania
mikrofalowego ma przeciez réwniez wplyw ilosé magnetronow, ich konstrukcja, rozmieszczenie
czy moc. ZamawiajgCy wymaga zastosowania konkretnego zabezpieczenia magnetronu (choé sys-
tem ma mie¢ dwa magnetrony) przed promieniowaniem rozproszonym za pomocg stalego izolatora.
Dlaczego Zamawiajacy nie dopuszczana innych rozwiazan konstrukeyjnych? Wielko$é ekranu,
kolory podswietlenia komory, wbudowane glosniki, funkcja wyswietlania filméw czy rodzaje por-
tow komunikacyjnych majg trzeciorzedne znaczenia dla uzytkowania samego aparatu. Nasza firma
cheialaby zaoferowaé rozwigzanie lepsze od wymaganego — system do mineralizacji sktadajgcy sie
z dwoch urzadzen, kazde wyposazone w dwa magnetrony o tgcznej mocy pojedynczego urzadzenia
2000W (moc catego systemu 4000W). Takie rozwigzanie umozliwi Zamawiajacemu analize wigk-
szej ilosci préb w tym samym czasie — taczna moc proponowanego systemu wynosi bowiem 4000
W. Zaproponowane rozwiagzanie, w stosunku do wymaganego w SIWZ, cechuje si¢ duzo wieksza
elastycznoscig, poniewaz mineralizowane probki beda mogly byé bardziej zréznicowane, Nalezy
bowiem pamietaé, ze w przypadku systeméw wielostanowiskowych, w trakcie jednego przebiegu
powinny by¢ mineralizowane prébki tego samego lub bardzo zblizonego typu. Parametry pracy
urzadzenia, a co za tym idzie warunki mineralizacji wszystkich préb w rotorze sg bowiem przez
temperatur¢ panujgca w najbardziej rozgrzanym naczyniu (roztwarzanej probee). Kolejnym atutem
Proponowanego przez nas rozwigzania jest jego wigksza niezawodno$é. W przypadku jakiejkolwiek
awarii jednego z urzadzen, drugie bedzie mogto by¢ nadal wykorzystywane.

W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ z prosba o mozliwosé zaoferowania systemu do minerali-
zacji sktadajacego si¢ z dwoch oddzielnych modutéw mikrofalowych 12-stanowiskowych (z zesta-
wem 16 naczyn teflonowych) o nastepujacych parametrach:

1. Dwa rotory 12 — stanowiskowe, §redniocisnieniowe do 40 barow

2. Dwie moduly gtéwne kazdy wyposazona w dwa magnetrony o mocy 2000 W (facznie 4000 W),
niepulsacyjny sposéb dostarczania energii mikrofalowej w catym zakresie

3. Dwa zewngtrzne sterowniki, z kolorowym ekranem dotykowym i oprogramowaniem w jezyku
polskim, umozliwiajacy:

* kontrolg i sterowanie aparatem, zapis procedur uzytkownika i ich archiwizacje

* petng dokumentacje przebiegu mineralizacji, tj. zapis temperatury i ci$nienia dla kazdego naczy-
nia

* przenoszenie danych na pamie¢ USB

* podigczenie do sieci lokalne;.
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4. Pomiar cisnienia i temperatury podczas procesu mineralizacji (dla kazdej z dwoch jednostek sys-
temu):

« kontrola i pomiar ci$nienia czujnikiem bezkontaktowym w naczyniu referencyjnym z mozliwoscig
odczytu i prezentacji graficznej i liczbowej jego wartosci (do 40 barow) dla naczynia referencyjne-
go podczas mineralizacji,

« kontrola i pomiar temperatury czujnikiem bezkontaktowym wewnatrz kazdego naczynia z odczy-
tem i prezentacja graficzng i liczbowa jej wartosci, indywidualnie dla kazdego naczynia, podczas
mineralizacji,

« kontrola i pomiar temperatury zewnetrznych scian naczyfi bezkontaktowym czujnikiem w celu
zabezpieczenia naczyn przed zniszczeniem wskutek przegrzania.

5. Budowa rotora umozliwiajgca pojedyncze wstawianie i wyjmowanie naczyn bezposrednio do/z
komory mineralizatora.

6. Naczynia z TFM nie ulegajace rozszczelnieniu i nastgpnie samoczynnemu doszczelnianiu w cza-
sie mineralizacji.

7. Naczynia teflonowe o pojemnosci 100 mL.

8. Zestaw czesci eksploatacyjnych na okoto 1000 mineralizacji

9. Wielostopniowy system zabezpieczen:

» membrany (dyski) bezpieczenstwa wielokrotnego uzytku,

» czujnik zamknigcia drzwi,

» czujnik przegrzania magnetronow.

10. Kazde naczynie podtagczone do zintegrowanego kolektora opardw, odprowadzajacego wyemi-
towane gazy bezposrednio do wyciagu, a nie do komory mineralizatora.

11. Komora mikrofalowa zabezpieczona powloka antykorozyjna.
12. Wbudowany system przedmuchu wnetrza komory.

13. Zasilanie 230V, 50/60 Hz

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie systemu do mineralizacji sktadajacego si¢ z dwoch
oddzielnych modutéw mikrofalowych 12-stanowiskowych (z zestawem 16 naczyn teflonowych) 1
tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Zamawiajacy przewidziat dodatkowa punktacj¢ zwigzang z oferowanym okresem gwarancji (kryte-
rium II — gwarancja). Jednoczeénie Zamawiajacy nie sprecyzowal, czy gwarancja maja by¢ objgte
réwniez naczynia. W duzej mierze koszt eksploatacji urzadzenia jest determinowany przez ko-
nieczno$é wymiany naczyh oraz ich ceng. Czy w zwiazku z powyzszym, czy naczynia powinny by¢
objete gwarancja?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie sprecyzowat wymagan, co do gwarancji na naczynia, poniewaz zgodnie z posia-
dana wiedza sa one traktowane jako materialy zuzywalne i ich zuzycie zalezy od wielu

czynnikéw. Tym samym podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajagcy wymaga kontroli cisnienia wraz z jego pomiarem i odczytem wartosci dla
przynajmniej 1 naczynia indywidulanie, czy tez wylacznie kontroli ci$nienia maksymalnego?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga kontroli cisnienia maksymalnego we wszystkich naczyniach, co nie wyklu-
cza systemu z mozliwoscia pomiaru i odczytu cisnienia dla przynajmniej 1 naczynia

indywidualnie.
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PYTANIA DO CZESCI NR 12
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o pojemnosci 24 litréw zamiast 252 Nie ma to wplywu na
dzialanie urzgdzenia.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazat w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, iz komora autoklawu powinna mieé
pojemnos¢ co najmniej 25 litrow. Oznacza to, ze Zamawiajacy wymaga urzadzenia o takiej
pojemnosci badz wigkszej. Dlatego Zamawiajacy nie dopuszcza komory autoklawu o pojemnosci
24 1.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie z obstugg ekranu LCD za pomoca przyciskow?
Odpowiedz:

Zamawiajacy zgadza si¢ na urzadzenie, w ktérym wys$wietlacz LCD bedzie obslugiwany za pomocag
przyciskow.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o masie 80 kg?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazat w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, iz waga autoklawu nie moze przekraczaé
70 kg. Warunek ten podyktowany jest miejscem przeznaczonym dla autoklawu. Dlatego
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie autoklawu o masie 80 kg.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie o poborze mocy 2,6 kW2

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga urzadzenia o mozliwie najnizszym poborze energii elektrycznej i jako gérng
granicg mocy pobieranej przez autoklaw Zamawiajacy wskazal 2,5 kW, Zamawiajgcy nie
dopuszcza autoklawu o wyzszym poborze mocy.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajacy dopuszeza urzadzenie o wielkosci (wysokosé x glebokosé): 530 x 660 [mm]?
Odpowiedz:

Ze wzgledu na wymiary blatu, na ktérym bedzie stalo urzadzenie Zamawiajacy wymaga aby
autoklaw nie zajmowat na stole wigcej miejsca niz 50 x 60 cm (szer. x gt.). Zamawiajacy nie podaje
wytycznych co do wysokosci autoklawu.

PYTANIA DO CZESCI NR 15
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiajacy moze sprecyzowaé lampy, dla jakich pierwiastkéw powinny znalezé sie w ze-
stawie ,,8 lamp kodowanych do spektrometru”?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia niniejszych lamp kodowanych wraz ze spektrometrem:
Lampy z katodg wnekowa dla pierwiastkow: Zn, Cr, Cu, Hg, Cd, Se
Bezelektrodowe lampy wyladowcze dla pierwiastkow: As, Pb

Pytanie nr 2:
Spektrometr typu tandem.
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Zamawiajacy specyfikuje dwic osobne komory pomiarowe, podczas gdy istniejg rozwigzania wy-
magajace mniej skomplikowanego systemu wentylacyjnego oraz zajmujace mniejsza powierzch-
nie. Czy Zamawiajacy wymaga aparat tandemowy w konstrukcji pionowej gwarantujacy szybkie
przetaczanie miedzy technikami poprzez demontaz systemu wprowadzania do techniki ptomienio-
wej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 3:

Zakres spektralny.

Zamawiajacy specyfikuje zakres spektralny: min. 185 — 900 nm, przy czym tak niski dolny zakres
nie ma uzasadnienia analitycznego. Pierwsza dostepna linia analityczna to 193 nm (As).

Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrometru o zakresie spek-
tralnym 190 — 900 nm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrometru o zakresie spektralnym 190 — 900 nm.

Pytanie nr 4:

Monochromator.

Zamawiajacy specyfikuje monochromator Czerny-Turner, min. 1800 linii/mm, dtugos¢ min 275
mm, ktéry jest rownowazny z innymi stosowanymi monochromatorami w tej technice.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrometru z monochroma-
torem Littrowa o podwdjnej siatce dyfrakcyjnej 1800 linii/mm optymalizowanej na zakres UV 1
widzialny widma?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrometru z monochromatorem Littrowa o podwdjnej
siatce dyfrakeyjnej 1800 linii/mm optymalizowanej na zakres UV i widzialny widma.

Pytanie nr 5:

Zmieniacz lamp.

Zamawiajacy specyfikuje min. 8 pozycyjny, karuzelowy zmieniacz lamp czytajacy lampy kodowa-
ne z wbudowanymi min. 4 zasilaczami na lampy o podwyzszonej intensywnosci. Zmieniacz karuze-
lowy jest dodatkowym elementem ruchomym uktadu i wydtuza czas pracy. Z kolei lampy HCL o
podwyzszonej intensywnosci muszg by¢ zasilane wyzszym pradem, czego efektem jest zdecydowa-
nie ich szybsze zuzycie, gdyz im wyzszy prad, tym szybciej odparowujg oznaczany pierwiastek. 4
zasilacze na lampy o podwyzszonej intensywnosci réwniez nie majg uzasadnienia analitycznego,
gdyz sa one stosowane dla kilku pierwiastkéw. Dodatkowo, na rynku dostgpne s3 bezelektrodowe
lampy wyladowcze zapewniajace znacznie wyzszg energie promieniowania (o wysokim potencjale
wzbudzenia). Ponadto, ze wzgledu na brak katody, charakteryzuje je wigksza zywotnos¢ w stosun-
ku do standardowych lamp HCL.

W zwiazku z powyzszym czy Zamawiajacy wymaga aparatu posiadajacego minimum 8-pozycyjny
zmieniacz lamp kodowanych z automatycznym ustawieniem dhugosci fali, szczeliny, pradu lampy
oraz ustawieniem lampy wzgledem drogi optycznej, z wbudowanymi minimum dwoma zasilaczami
lamp o podwyzszonej wydajnosci $wietlnej dostosowanymi do pracy z bezelektrodowymi lampami
wyladowczymi?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 6:
Zestaw lamp.
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Prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie zestawu lamp kodowanych, ktére majg byé dostarczone
wraz ze spektrometrem.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia niniejszych lamp kodowanych wraz ze spektrometrem:

Lampy z katoda wnekowa dla pierwiastkéw: Zn, Cr, Cu, Hg, Cd, Se

Bezelektrodowe lampy wyladowcze dla pierwiastkéw: As, Pb

Pytanie nr 7:

Szerokos¢ szczeliny.

Zamawiajgcy specyfikuje szerokos¢ szczeliny ustawiang w min. 4 krokach od 0,2 nm do min. 1,2
nm. Wystarczajgce 1 w praktyce stosowane sg 3 kroki: standardowa szczelina dla analizy wiekszo$ci
pierwiastkéw, mozliwo$¢ zmniejszenia i znacznego zwickszenia szczeliny dla kilku pierwiastkéw
wymagajacych takiego zabiegu. W zaleznosci od producenta stosowane szerokosei szczeliny (kro-
ki) sa rézne i rownowazne.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie spektrometru z szerokoscia
szczeliny ustawiang w min. 3 krokach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrometru z szerokoscig szczeliny ustawiang w min.
3 krokach.

Pytanie nr 8:

Korekeja tla.

Zamawiajacy specyfikuje korekeje tla dla techniki ptomieniowej przy pomocy lampy deuterowe;

z katodg wnegkowa z czgstotliwoscia taktowania min. 300 Hz, dla techniki z kuwetg grafitows przy
pomocy lampy deuterowej z katoda wngkows z czestotliwoscig taktowania min. 300 Hz oraz po-
przecznego efektu Zeemana z mozliwoscig zmiany natezenia pola od co najmniej 0,05T do 1T.
Obecnie zdecydowana wigkszo$¢ producentéw nie stosuje juz lampy deuterowej z katodg wnekows
(jedno z najstarszych rozwigzan w tej technice). Taka lampa cechuje sie bardzo niskg jasnoscig, co
ma odzwierciedlenie w stabej jakosci pomiaréw. W technice z kuwetg grafitowg obecnie stosowana
jest tylko korekcja tla efektem Zeemana. Poprzeczny efekt Zeemana jest tatwiejszy do implementa-
¢ji w geometrii aparatu, jednak wymaga on zastosowania polaryzatora. Na rynku od wielu lat sto-
sowany jest efekt Zeemana o liniach sit pola magnetycznego réwnolegtych do osi optycznej apara-
tu. Gwarantuje on znaczne zmniejszenie efektu matrycy, zapewnia wigkszg transmisje $wiatlta oraz
najlepsze granice wykrywalnosci.

W zwiagzku z powyzszym czy Zamawiajgcy wymaga aparatu z korekcje tta dla techniki ptomienio-
wej przy pomocy wytadowczej lampy deuterowej, z kolei dla techniki z kuwetg grafitowg przy po-
mocy efektu Zeemana o liniach sit pola magnetycznego réwnolegtych do osi optycznej aparatu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 9:

Kodowany palnik tytanowy 50 mm na podtlenek azotu.

Czy Zamawiajacy dopuszeza zaoferowanie spektrometru z kodowanym palnikiem tytanowym 50
mm do plomienia acetylen-podtlenek azotu z czy$cikiem mechanicznym zamiast automatycznego
urzadzenia do czyszczenia szczeliny?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie spektrometru z kodowanym palnikiem tytanowym 50 mm do
plomienia acetylen-podtlenek azotu z czys$cikiem mechanicznym zamiast automatycznego urzadze-
nia do czyszczenia szczeliny.

Pytanie nr 10:
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Wejscie dodatkowego gazu.

Zamawiajacy specyfikuje wejscie dodatkowego gazu uzywane przy pracy z rozpuszczalnikiem or-
ganicznym. Jest to dodatkowa komplikacja dla Uzytkownika. Standardowym rozwigzaniem w tego
typu analizach wymagajgcych rozpuszczalnika organicznego jest proste zwigkszenie przeptywu
powietrza z poziomu oprogramowania (bez zadnego dodatkowego gazu).

W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajgcy wymaga aparatu z brakiem koniecznosci podlaczania
dodatkowych przewodéw gazowych na potrzeby analiz wymagajacych rozpuszczalnika organicz-
nego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga aparatu bez koniecznosci podigczania dodatkowych przewodéw gazowych
na potrzeby analiz wymagajacych rozpuszczalnika organicznego.

Pytanie nr 11:

Automatyczny podajnik do techniki ptomieniowej.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie spektrometru bez automatycznego podajnika do techni-
ki plomieniowe;j?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrometru bez automatycznego podajnika do techniki
plomieniowe;.

Pytanie nr 12:

Temperatura grzania pieca.

Zamawiajacy specyfikuje piec grafitowy poprzecznie grzany z temperaturg grzania minimum do
2800°C. Tak wysoka temperatura pracy powoduje szybsze zuzywanie kuwet grafitowych. Im nizsza
efektywna temperatura pieca grafitowego tym mniejsze zuzycie kuwet grafitowych. Trzeba wzigé
to pod uwage, gdyz koszt kuwet grafitowych jest najwigkszym kosztem cksploatacyjnym w tej
technice.

W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajacy wymaga aparatu z piecem grafitowym poprzecznie
grzanym z maksymalng temperaturg grzania do 2700°C?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga aparatu z piecem grafitowym poprzecznie grzanym z maksymalng tempera-
tura grzania do 2700°C.

Pytanie nr 13:

Kontrola temperatury w kuwecie grafitowe;.

Czy Zamawiajacy wymaga aparatu z optyczng (bezdotykowa) i pradowa kontrolg temperatury

w kuwecie grafitowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga aparatu z optyczna (bezdotykowa) i pradowa kontrola temperatury w kuwe-
cie grafitowe;j.

Pytanie nr 14:

Kamera do obserwacji wnetrza kuwety grafitowe.

Prosimy o okreslenie wymaganego przez Zamawiajacego sposobu obserwacji procesu atomizacji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga aparatu z kamerg gwarantujaca kolorowy obraz z wngtrza kuwety grafitowej.

Pytanie nr 15:
Mozliwoéé pdzniejszeco doposazenia w system bezposredniej analizy ciat statvch w kuwecie grafi-
towej.
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Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie spektrometru bez mozliwosci p6zniejszego doposazenia
w system bezposredniej analizy ciat statych w kuwecie grafitowej? Technika ta, ze wzgledu na
ogromne trudnosci i brak standardéw, nie jest stosowana w analityce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie spektrometru bez mozliwosci pdzniejszego doposazenia
w system bezposredniej analizy cial stalych w kuwecie grafitowe;j.

Pytanie nr 16:

Prosimy o okreslenie wymaganego przez Zamawiajacego detektora stosowanego w spektrometrze.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga aparatu z szerokopasmowym detektorem pétprzewodnikowym z wbudowang
matrycg niskoszumowa gwarantujagcym prawdziwie jednoczesny pomiar wigzki badanej
i referencyjne;.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiajgcy wymaga dostarczenia wraz z aparatem kuwet grafitowych do techniki pieca gra-
fitowego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z aparatem zestawu minimum 20 kuwet grafitowych do
techniki pieca grafitowego.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z aparatem modyfikatoréw matrycy probki?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z aparatem zestawu modyfikatoréw matrycy probki: mo-
dyfikator magnezowy, fosforanowy i palladowy.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia szkolenia w konkretnym zakresie oraz wymiarze
dni/godzin?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia minimum 2 dniowego szkolenia z obstugi aparatu, opro-
gramowania oraz techniki analitycznej na zainstalowanym aparacie u Zamawiajacego w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiajacy wymaga dodatkowego wsparcia podczas instalacji aparatu w przeznaczonym
pomieszczeniu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga wsparcia procesu instalacji aparatu u Zamawiajacego. Pod tym pojeciem
Zamawiajacy rozumie przeprowadzenie instalacji aparatu w przeznaczonym do tego pomieszcze-
niu, udostgpnionym przez Zamawiajacego wraz z dostosowaniem obecnego w nim systemu wenty-
lacji (montaz kominka z odpowiednim wentylatorem) oraz podlgczeniem gazéw z wykorzystaniem
istniejgcej linii lub butli przy aparacie wraz z dostarczeniem odpowiednich reduktoréw dla gazow
(argon, acetylen).

PYTANIA DO CZESCI NR 18

Pytanie nr 1:
Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzgdzenia posiadajgcego
dwie opcje wyboru szybkosci obrazowania przeplywu krwi:
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* Szybkosci obrazowania przeplywu nie mniejszej niz 120 fps (przy rozdzielczosci 512x512)
* Szybkosci obrazowania przeptywu nie mniejszej niz 40 fps (przy rozdzielczosci 2048x2048)
Pragniemy zwréci¢ uwage Zamawiajacego, ze urzadzenie w takiej konfiguracji jest bardziej
zaawansowane, oferujace WyZSZa rozdzielczos¢ maksymalna,
Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 2:
Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie urzadzenia o mocy lasera
100 mW.
Pragniemy zwroci¢ uwage Zamawiajacego, iz wzrost mocy lasera oznacza lepszy efekt
obrazowania (kamera uzyskuje wiecej danych do analizy).
Odpowiedz:
Tak.

PYTANIA DO CZESCI NR 19
Pytanie nr 1:
Czy zamawiajacy dopuszcza system do anestezji w ktorym w tatwy, szybki i bezpieczny sposéb
mozna przetgcza¢ maseczki na komory indukcyjne i odwrotnie ale bez mozliwosci jednoczesnego
podigczenia do urzadzenia minimum dwoch maseczek i komory?
Odpowiedz:
NIE. Przy wigkszej liczbie zwierzat konieczna jest wicksza przepustowos$é systemu, w tym
jednoczesna indukcja znieczulenia u jednego zwierzecia i w tym samym czasie operacja u innych
zwierzat. Powyzsze umozliwia zaoszczgdzenie czasu i zmniejsza ilo§¢ manipulacji niezbednych
przy obstudze systemu.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiajacy dopuszcza urzadzenie posiadajace dwie komory (dla myszy i szczura), ktdre mo-
gg by¢ zamiennie podlaczone do systemu lub jedng uniwersalng dla kazdego rozmiaru zwierzat
zamiast dzielnika?

Odpowiedz:

Tak.

PYTANIA DO CZESCI NR 23

Pytania nr 1:

W formularzu ofertowym Zamawiajacy przy kazdej cze¢sci wymaga podania w ostatniej kolumnie
tabeli terminu dostawy w dniach . Komentarz gwiazdki, ktéra znajduje si¢ przy tym opisie dotyczy
gwarancji. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie i ujednolicenie.

Odpowiedz:

Poprawiony formularz ofertowy stanowi zatacznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytania nr 2:
Poniewaz stacja sterujgca wraz ze szkoleniem jest objeta inng stawka VAT niz mikroskop wnosimy
o rozszerzenie tabeli 0 mozliwo$¢ zastosowania dodatkowej stawki VAT.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody z uwagi na fakt, iz zgodnie z zapisami umowy wg wzoru zamiesz-
czonego jako Zalgcznik nr 3, Wykonawca po dostawie winien dokona¢ BEZPLATNEGO szkolenia
(§ 4 ust. 1) ponadto Zamawiajacy wnosi o zastosowanie podstawowej stawki VAT na stacje steru-
Jacq.

PYTANIA DO CZESCI NR 24
Pytanie nr 1:
Zwracamy si¢ z prosbg o wydluzenie wymaganego obecnie terminu realizacji do 6 tygodni od pod-
pisania umowy.
Ze wzgledu na zblizajacy si¢ koniec roku 1 zwigzane z tym utrudnienia logistyczne, zgoda na wy-
diuzenie terminu realizacji pozwoli na unikniecie opéznienn w dostawie i zwigzanych z tym niedo-
godnosci.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wydluzenie terminu dostawy dla Czgsci nr 24.

Z powazaniem

KANGCLE B2
@/ "
drinz. Alakéarier socha |

Sporzqdzita: Anna Adamkiewicz
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